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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

E-125G-2010-s1

Nazwa modutu

Modelowanie i Analiza Systemoéw Informatycznych

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Modeling and Analysis of Information Systems

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013 (aktualizacja 2017/2018)

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Informatyka
Poziom ksztatcenia I stpplen L
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdino akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

Stacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Bez specjalnosci

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Systemow Informatycznych
Zaklad Zastosowan Informatyki

Koordynator modutu

dr. inz. Katarzyna Poczeta

Zatwierdzit:

Dziekan WEAIl ]
Dr hab. inz. Antoni R6zowicz, prof. PSk

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowiagzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Studia l-ego stopnia
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie _
(tak / nie)
Liczba punktow ECTS 4
Forma . L. wyktad ¢wiczenia | laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 30 15 15
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentow z podstawami metod strukturalnej analizy i modelowania systeméw

Cel informatycznych, metod obiektowej analizy i modelowania systemow informatycznych oraz

modutu praktycznego stosowania narzedzi komputerowego wspomagania analizy i modelowania
systemow informatycznych.

(3-4 linijki)
Symbol ) pro';voz;(;]zznia odniesie[]ie do odniesietlie do
Efekty ksztalcenia . efektow efektow
efektu zajec kierunkowych | obszarowych
(w/¢/l/p/inne)
Ma podstawowg wiedze ze znajomosci metod T2A WOL
W_01 | strukturalnej i obiektowej analizy i modelowania WiL K_wo1 ToA W02
systeméw informatycznych. —
Ma uporzagdkowang wiedze w zakresie znajomosci T2A W03
W_02 | metod strukturalnej i obiektowej analizy i wi/p K_W02 ToA W07
modelowania systemow informatycznych -
Potrafi wykorzysta¢ nabytg wiedze do strukturalnej i
U_01 |obiektowej analizy i modelowania systemow L/P K_U04 T2A _U04
informatycznych
Potrafi wykorzysta¢ poznane modele i metody do
U_02 |rozwigzywania problemow strukturalnej i obiektowej L/P K_U08 T2A _U09
analizie i modelowaniu systeméw informatycznych.
Potrafi wykorzysta¢ poznane modele i metody do
U 03 samodzielnego rozwigzywania problemow L/p K U1l T2A_U12,T2
- strukturalnej i obiektowej analizy systeméw - A_U18
informatycznych.
Zna metody strukturalnej i obiektowej analizy i
K_01 | modelowania systemdw informatycznych i rozumie P K_K02 T2A_KO03
istote zawartych w nich mechanizmédw.

Tresci ksztalcenia:

5. Tresci ksztalcenia w zakresie wykfadu

Odniesienie

Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztalcenia
dla modutu

1 Ztozonos$¢ obliczeniowa algorytméw. Pojecie zloZzonosci obliczeniowej | W_01
algorytmow. Ziozonos¢ asymptotyczna: O-notacja, Q-notacja, ©-notacja.
Wyznaczanie zlozonosci czasowej algorytmoéw. Wyznaczanie ztozono$ci
czasowej algorytmow iteracyjnych i rekurencyjnych.

2 Podstawy analizy i modelowania systeméw informatycznych. Pojecia |W_01,U_01
podstawowe. Charakterystyka procesu analizy systemowej . Model logiczny i
model fizyczny systemu. Stownik danych. Zalety stosowania stownikéw.

3 Charakterystyka metod analizy systemoéw informatycznych. Strukturalne | W_02, U_01,
metody analizy systeméw. Obiektowe metody analizy systeméw Poréwnanie | Y-0% U-03
metod stosowanych w analizie systemow

4 Charakterystyka narzedzi wspomagajacych proces strukturalnej analizy YJV_S);,S_&L

systemu. Modele opisu systemu. Rozktad funkcjonalny. Model danych ERD.
Model funkcjonalny DFD. Diagram przejs¢ stanéw STD. Diagram strukturalny
STC . Diagram historii zycia obiektéw ELH.

Modelowanie danych w systemie.
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5 Charakterystyka modelu obiektu. Encja (typ obiektu). Atrybut . Relacje — | W_02,U_01,
zwigzki pomiedzy encjami. Opcjonalnos¢ zwigzkéw. Rodzaje zwigzkow v_02,U_03
pomiedzy encjami. Inna notacja licznosci i opcyjnosci zwigzku. Metody
definiowania zbioréw encji.

6 Modelowanie przeptywu danych na diagramach DFD. Charakterystyka | W_02, U_02
modelu funkcjonalnego. Elementy diagramu DFD. Proces. Przeptyw. Magazyn u_03
danych. Obiekty zewnetrzne. Podziat DFD ze wzgledu na stopien
szczegotowosci. Diagram kontekstowy. Diagram szczegotowy. Ogdlne zasady
tworzenia diagramoéw DFD.

7 Projektowanie modelu fizycznego bazy danych. Zamiana modelu|W_02,U_02,
logicznego w konkretny model bazy danych. Mapowania. Modele baz danych i u_03
ich charakterystyka. Hierarchiczny model danych. Sieciowy model danych.

Relacyjny model danych. Obiektowy model danych. Normalizacja danych.

8 Metody analizy obiektowej. Notacja jezyka UML. Podstawowe koncepcje W_02,U_02,
podejscia obiektowego. Zunifikowany proces u_03

9 Tworzenie modelu wymagan. Wymagania funkcjonalne w postaci W_02,U_02,
przypadkow uzycia. u_03

10 Klasy analityczne. Budowa modelu obiektow. Uszczegdtowienie klas i W_02,U_02,
asocjacji. Budowa modeli wielokrotnego uzycia. U_03

11 Model zachowania systemu. Realizacje przypadkow uzycia. Diagram W_02,U_02,
maszyny stanowej. Analiza zachowania obiektow. U_03

12 Metody i narzedzia wspomagajace analize i modelowanie systeméw U_03,K_01
informatycznych. Narzedzia CASE. Zintegrowane srodowiska tworzenia
aplikacji. Systemy wspomagania zarzgdzania projektami informatycznymi.

6. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen

Odniesienie
N’r za had Tresci ksztatcenia do efektéyv
éwicz. ksztalcenia
dla modutu

1

3. Tresci ksztalcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Odniesienie do
ergzj.ec Tresci ksztatcenia kszrafﬁzlgr?iv; dia
modutu

1 Studium wykonalnosci. Ogolny opis wybranego ztozonego systemu W_01, U_01
informatycznego w postaci studium wykonalnosci.

2 Specyfikacja wymagan na oprogramowanie. Opis wymagan W_02, U_02, U_03
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wybranego ztozonego systemu
informatycznego. Wymagania funkcjonalne w postaci przypadkéw uzycia.

3 Charakterystyka modelu obiektu. Model danych ERD wybranego systemu [W_02, U_01, U_02,
informatycznego. U_03, K_01

4 Modelowanie przeptywu danych na diagramach DFD. Model funkcjonalny[W_02, U_02, U_03
DFD wybranego systemu informatycznego. K_01

5 Metody analizy obiektowej. Diagram klas wybranego systemu W_02,U_02, U_03
informatycznego. K_01

6-7 Model zachowania systemu. Diagram czynnosci i diagram sekweng;ji \}2\/_(?12 u_02,U_03

wybranego systemu informatycznego.
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4. Charakterystyka zadanh projektowych

Tres¢ projektu.

Przedmiotem projektu z przedmiotu ,,Modelowanie i analiza SI” jest wykonanie modelu
informatycznego wybranej organizacji w oparciu 0 podejscie strukturalne.

Opis kompletnego modelu informatycznego bedzie stanowit podstawe zaliczenia projektu.
Projekty zaliczeniowe beda wykonywane indywidualnie. Kazdy student wybiera
samodzielnie organizacj¢ (przedsigbiorstwo, urzad, instytucje itp.), model informatyczny,
ktérej bedzie przedmiotem projektu. Przedmiot i zakres projektu musi by¢ uzgodniony z
prowadzacym zajecia. Temat projektu moze by¢ takze okreslony przez prowadzacego zajecia.
Projekt ma obejmowac¢ analiz¢ co najmniej czterech proceséOw, realizowanych
w informatyzowanej organizacji przez jej co najmniej trzy (r6zne) jednostki organizacyjne.
Dekompozycja skladowych procesOw powinna tworzy¢é co najmniej trojpoziomowa
hierarchi¢. W ramach projektu student dokonuje identyfikacji i opisu wymagan zalozonych
uzytkownikow SI oraz przeprowadza faz¢ analizy i modelowania analitycznego. W realizacji
prac analitycznych i dokumentacyjnych mozna korzysta¢ z dowolnego, legalnego,
dostepnemu wykonawcy oprogramowania, w tym dostepnego na Uczelni (np. w ramach
MSDN Software Center).

Projekt powinien by¢ realizowany w ramach planowanych zaje¢ (systematyczno$¢ pracy
studenta bedzie elementem oceny projektu).

Student opracowuje projekt i dokumentuje swoje prace wedtug ponizszego schematu

e \Wprowadzenie
Ogdlny opis projektowanego systemu

Specyfikacja wymagan na oprogramowanie
Oszacowanie pracochtonno$ci wykonania systemu

Model analityczny systemu

* Diagramy przeplywdéw danych (DFD)

* Diagramy zwigzkow encji (ERD)

= Specyfikacja procesoOw (wynikajacych z DFD)

» Definicja stownika danych
Podsumowanie

EFEKTY: U_01, U 02, U_03, K_01

5. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

test wiedzy sprawdzajacy znajomos¢ metod strukturalnej analizy i modelowania systemow

w_01 |.
B informatycznych

W 02 test wiedzy sprawdzajgcy znajomos¢ metod obiektowej analizy i modelowania systeméw
B informatycznych

u_01 |zadania laboratoryjne, wykonanie sprawozdan z przeprowadzonych zaje¢ laboratoryjnych

u_02 |zadania laboratoryjne, wykonanie sprawozdan z przeprowadzonych zaje¢ laboratoryjnych
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u_03 |zadania laboratoryjne, wykonanie sprawozdan z przeprowadzonych zaje¢ laboratoryjnych
K_01 |test znajomosci wykorzystania wiedzy w praktyce dziatania firm informatycznych
K_01 |wykonanie sprawozdan z przeprowadzonych zaje¢ laboratoryjnych
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NAKLAD PRACY STUDENTA
Bilans punktéw ECTS
. L obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
5 | Udziat w zajeciach projektowych 15
6 | Konsultacje projektowe 2
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 62
akademickiego (suma)
10 |Liczba punktéow ECTS, ktorg student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,21
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 15
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 10
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 10
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji 15
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (5su0ma)
21 |Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,79
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 112
23 Punkty ECTS za modut 4
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 57
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 |Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2,04
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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